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Se estudia teéricamente la influencia de una resonancia nuclear sobre las probabilidades de cap-
tura electrénica a grandes dngulos. Se generaliza la aproximacién de los estados intermedios del
continuo (CIS) asi como su versién de pico (PIA) y se presentan resultados para captura electré-
nica en las proximidades de la resonancia eldstica N4 (p, p) N!* a 1058 Kev. Se compara con

recientes resultados experimentales.

Aunque en la mayoria de los procesos involucra-
dos en las colisiones atémicas la fisica nuclear no
juega nungun rol, existen condiciones bajo las cua-
les los fenémenos atémicos y nucleares pueden in-
terferir e influenciarse mutuamente. Esto fue
puesto de manifiesto por vez primera por Ciocche-
ti y Molinari! en un trabajo que dio lugar a una
serie de estudios tanto teéricos como experimenta-
les*3relativos ala influencia de una resonancia nu-
clear sobre las probabilidades de ionizacién. Enlos
dltimos afios se han efectuado mediciones de pro-
babilidades de captura electrénica afectadas por
resonancias*7?, encontrandose un importante efec-
to de interferencia bajo la condicién de que AE =T,
donde AE es la energia transferida al electrén cap-
turado y " el ancho de resonancia. Dicha estructu-
ra en las probabilidades de captura ha sido estudia-
da desde el punto de vista teérico vnicamente
mediante la aproximacién del potencial fuerte
(SPB).%*

En este trabajo presentamos resultados teéricos
obtenidos mediante la generalizacién de la aproxi-
macién CIST (Estados Intermedios del Continuo).
En esta aproximacién la interaccién entre el elec-
trén activo y el nicleo blanco es tenida en cuenta
mediante la inclusién de un estado del continuo en
la descripcién del canal final®®,

Es posible demostrar con todo rigor!! que la am-
plitud de transicién cudntica para captura electré-
nica a grandes dngulos puede aproximarse por:

f= fm(E - AE) &) +f (E)aw (1)
donde f_ es la amplitud nuclear eldstica y a®y a®
son las semiamplitudesde captura semiclésica cal-
culadas utilizando una trayectorianuclear quebra-
da!®. La evaluacién de dichas semiamplitudes fue
realizada como se detalla en la referencia 10 con el
agregado de la asf llamada “correccién interna”?,
que tiene en cuenta la posibilidad que la captura se
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produzca cuando los niicleos entran en contacto. El
cdlculo de dicha correccién no presenta ninguna di-
ficultad y puede efectuarse haciendo uso de la téc-
nica desarrollada en lareferencia 10 El primer tér-
mino de la expresién (1) representa la captura que
se produce antes de la resonancia y por lo tanto los
ndcleos entran en contacto con una pérdida de
energia AE.

La probabilidad de captura es calculada asu-
miendo que el proceso dominante es la dispersién
eldstica:

a(') +ai+ (2)
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K

La resonancia N (p, p) !N a E; = 1058 Kev pre-
senta un momento angular 1= 0, spin J = 3/2y un
ancho parcial I = 6 Kev!3, aunque otras mediciones
reportan I' = 3.5 Kev!¥. La amplitud el4stica es
evaluada asumiendo que la colaboracién no cou-
lombiana proviene unicamente del = 0, y descri-
biendo laresonancia mediante un término de Breit-
Wigner:

|fel= 13 £, P+ 23 |E,,f @)

f,= %c+ -Ilzei%/zsen Oyp (4)

f,,= %ﬁ% eitzsen ¢, + e2i I/2 — (5)
ER—E i

donde f, es 1a amplitud coulombiana (sin el desfasa-
je coulombiano 6,). Los subindices 1/2 y 3/2 hacen
mencién del spin del sistema, ¢ son desfasajes que
dan cuenta de la parte no resonante del potencial
nuclear de cortorango y han sido extraidos de lare-
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Fig.1:a)P___ (x10"%) .— CIST (x0 . 6); —— SPB (x 2);
« Exp. (Ret'6)

b) Seccidon elastica (razén 150°/30°). — T = 6; ° Exp.
(Ref 6)
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Fig.3: a) Idem Fig.2 a 6, , = 60° CIST (x 0.90)

1060 E(Kev)
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Fig2:a)P___ (x10°) a q,,, =90° CIST (x0.65), —TI' =
6, ——TI = ¥, 5; < Exp. (]hef. 15).

b) Seccién Eficaz Elastica (unidades arbitrarias),
—TI'=6,———=238.5, *« Exp. (Ref. 15)

ferencia 14. A los efectos del cdlculo de las proba-
bilidades de captura (2), las colaboraciones de am-
bos spines deben ser promediadas y las contribu-
ciones de cada capa sumadas incoherentemente.

En las figuras 2b a 4b se muestran las secciones
eficaces diferenciales eldsticas en unidades arbi-
trarias medidas recientemente por Scheurer y co-
laboradores!® asi como las calculadas mediante la
expresion (3). En lafigura 2a a 4a se presentan las
probabilidades de captura electrénica obtenidas
utilizando la aproximacién CIST normalizadas a
los resultados experimentales por un factor que se
indica en las referencias de las figuras. Como pue-
de verse, aunque existe una sistematica sobreesti-
macién tedrica de los resultados experimentales,
podemos decir que la descripcién cualitativa de la
estructura deinterferencia es aceptable. Alosefec-
tos de mostrar la sensibilidad del cdlculo respecto
delanchodelaresonancial, los resultados tedricos
han sido obtenidos utilizando los dos valores de I'
mencionados anteriormente.

En lafigura 1 se presentan los inicos resultados
disponibles en la literatura hasta el presente sobre
el sistema en estudio®. Como puede observarse, el
acuerdo cualitativo entre calculos tedricos y datos
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Fig.4: a) Idem Fig.2 a'§_, = 30° CIST (x 0.65) .

experimentales en este caso en muy bueno. -

Debe mencionarse que en los presentes célculos
el efecto de retroceso del blanco no ha sido incluido

- en las semiamplitudes de captura aunque ha sido
tenido en cuenta como un factor multlphcatlvo en
‘ las probabilidades de captura
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